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FRAUNHOFER-INSTITUT FUR FERTIGUNGSTECHNIK UND ANGEWANDTE MATERIALFORSCHUNG IFAM

INSTITUTSTEIL DRESDEN

Prinzip:

Vermessung von Linienprofilen oder 3D-Obertlachen mittels eines Sensors
nach dem Prinzip der chromatischen Abstandsmessung.

Hersteller FRT GmbH
~ MicroProf® 300 mit chromatischem
yp Sensor CWL 600

beruhrungslose Messung von

Parameter Rauheit, Welligkeit und Topographie

Verfahr- und Messbereich xy 300 mm x 300 mm
Verfahrgeschwindigkeit max. 150 mm/s

Verfahrbereich z 100 mm

600 pm (Einfachscan)

Messbereich z 6,5 mm (Mehrfachscan)

Vertikale Auflosung 6 Nm

Laterale Auflosung 2 um



